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1. Двокристальна рентгенівська дифрактометрія в діагностиці монокристалів з декількома типами
мікродефектів довільних розмірів

2. Double crystal X-ray diffractometery in diagnostics of single crystals with several types of microdefects of
arbitrary sizes

Реферат:
1. Розроблено новий метод повних кривих дифракційного відбиття (КДВ) на основі створення нової
теоретичної моделі для опису повної КДВ, що включає окіл точного бреггівського положення. Ця модель
базується на використанні ряда виконаних у роботі узагальнень динамічної теорії розсіяння рентгенівських
променів у кристалах з хаотично розподіленими дефектами кулонівського типу, які полягають у врахуванні
динамічного характеру дифузного розсіяння (ДР) при аналітичному інтегруванні ДР по сфері Евальда, у
врахуванні наявності в кристалі одночасно декількох типів дефектів довільних розмірів, а також у врахуванні
інструментальних факторів розробленої рентгенооптичної схеми двокристального дифрактометра. Для
реєстрації КДВ в таких випадках створено високороздільний (трьохосьовий), чотирикружний, автоматичний
дифрактометр, на якому зібрані оригінальні рентгенооптичні схеми. В дисертації виявлено і описано
осциляції інтенсивності асимптотичного ДР, які дозволили суттєво підвищити надійність визначення



параметрів дефек тів. Показані однозначність, високі чутливість і інформативність діагностики розробленим
методом.

2. The new theoretical model for description of full X-ray diffraction rocking curves (RC) that includes the vicinity
of exact Bragg position has been developed. The model is based on generalizations of the X-ray diffraction
dynamic theory for crystals with chaotically distributed Coulomb type defects made in this work. This
generalizations lean upon considering the dynamic character of diffuse scattering (DS) in the course of analytical
integration of DS over the Evald sphere, the account of the simultaneous presence of several types of defects with
arbitrary sizes in the crystal, and also on tool factors of the elaborated X-ray optical scheme of the double crystal
diffractometer. For RC recording in such cases, the high-resolution (triple-axis), four-circle, automated
diffractometer was designed.
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